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Predmluva

1. Oficialni rozhodnuti nebo dohody IEC tykajici se technickych otdzek zpracovanych technickymi
komisemi, v nichz jsou zastoupeny vsechny zainteresované narodni komitéty, vyjadruji v nejvetsi
mozné mife mezinarodni shodu v ndzoru na predmét, kterého se tykaiji.

2. Maji formu doporuceni pro mezinarodni pouziti a v tomto smyslu jsou prejimana narodnimi



komitéty.

3. Na podporu mezindrodniho sjednoceni vyjadruje IEC prani, aby vSechny narodni komitéty prevzaly
text doporuceni do svych narodnich predpisl v rozsahu, ktery narodni podminky dovoluji. Jakykoliv
rozdil mezi doporucenim IEC a odpovidajicim narodnim predpisem by mél byt pokud mozno v
narodnim predpise jasné vyznacen.

Uvod

Tuto normu pfripravila IEC Subkomise 47A: Integrované obvody, a IEC Technicka komise 47:
Polovodic¢ové soucastky.

Tato norma je dil¢i normou pro polovodi¢ové integrované obvody kromé hybridnich obvodi v oblasti
IEC Systému urcovani jakosti elektronickych soucastek (IECQ).

Text této normy vychazi z uvedenych dokumentd:

|Sestimési(“:n|’ fizeni ||Zprévy o0 hlasovani
47/47A CO 1037/176 47/47A CO 1049/173 47A CO 204 (|47A CO 196 47A CO 197 47A CO 231 47A
47A CO 208 CO 236

Uplnou informaci o hlasovani pro schvaleni této normy Ize najit ve Zpravéch o hlasovéani uvedenych v
této tabulce.

Cislo QC, které se nachazi na obdlce této publikace je &islem specifikace v Systému uréovani jakosti
elektronickych soucastek (IECQ):

Publikace IEC citované v této normé

68 - Zkousky vlivu vnéjsich Cinitell prostredi

68-2-17: 1978 - Cést 2: Zkousky - Zkouska Q: Hermeti¢nost

191-2: 1966 - Mechanicka standardizace polovodi¢ovych sou¢astek. Cast 2: Rozméry

191- 4: 1987 - Cést 4: Kédovaci systém a klasifikace tvard pouzder polovodi¢ovych souc¢astek
617-12: 1983 - Grafické znac¢ky pro schémata. Cést 12: Binarni logické prvky

617-13: 1978 - Cast 13: Analogové prvky

747-1: 1983 - Polovodi¢ové soucastky. Diskrétni soutstky a integrované obvody. Cést 1: Vieobecna
ustanoveni

747-10: 1984 - Cast 10: Kmenova norma pro diskrétni sou¢astky a integrované obvody
748 - Polovodicové soucastky. Integrované obvody

748-1: 1984 - Cast 1: Vdeobecnd ustanoveni (viz poznadmku)

748-2: 1985 - Cast 2: Cislicové integrované obvody

748-3: 1986 - Cast 3: Analogové integrované obvody



748-4: 1987 - Cast 4: Integrované obvody rozhrani (Interfejsy)
749: 1984 - Polovodicové soucastky. Mechanické a klimatické zkuSebni metody
QC 001002: 1986 - Jednaci rad Systému IEC pro urcovani jakosti soucastek pro elektroniku

POZNAMKA - I[EC 748-1 byla dopIn&na zménou 1: 1991. Touto zmé&nou se doplfiuje novy ¢lanek 3 v
kapitole IV a méni Clanek 2 v kapitole VI (vydani 1984) a doplnuje se novy clanek 10 téze kapitoly.
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1 Rozsah platnosti

Tato dilci norma plati pro zapouzdrené polovodicové integrované obvody vcetné mnohocipovych
integrovanych obvodd, ale s vyjimkou obvod{ hybridnich.

2 VsSeobecné

Tato norma se musi pouzivat spole¢né s kmenovou normou, na kterou se odvolava, udava
podrobnosti o postupech pfi stanoveni jakosti, pozadavcich na kontrolu, tridicich sledech, pozadavcich
na vybéry, zkusebnich a méficich postupech pozadovanych pro hodnoceni polovodic¢ovych
integrovanych obvod(, zahrnujicich ¢islicové, analogové a obvody rozhrani (interfejsy).

Misto kvalifika¢niho schvaleni je mozno pouzit schvéleni zplsobilosti (viz IEC QC 001002, Jednaci rad,
¢lanek 11. 7; ale v soucasné dobé se postup pfi schvaleni zplsobilosti pro integrované obvody
pripravuje) pro vsechny soucastky vyrobené podle definovaného postupu.

Mimo to je mozno pouzit pravidla pro kontrolu shody jakosti (viz ¢lanek 3. 6 IEC 747-10 a ¢lanky 5 az
9 této normy) pro kazdy typ nebo skupinu typl vyrobenych timto postupem, jestlize se to vyzaduje a
je to technicky uskutecnitelné.

VSechny pozadavky této normy z{stavaji platné, pokud nebudou upraveny v disledku pozadavkd
nového ¢lanku "Postup pfi schvalovani zplsobilosti" (pfipravuje se).

2.1 Souvisici dokumenty

Viz IEC 747-10/QC 700000: 1984.

2.2 Doporucené hodnoty teplot Viz IEC 748-1, kapitola VI, Clanek 5.

2.3 Doporucené hodnoty napéti Viz IEC 748-1, kapitola VI, Clanek 6.

2.4 Definice pojmU souvisicich s vyrobnimi operacemi 2. 4. 1 Vyrobni linka

Vyrobni linka je definovana jako uceleny soubor vyrobnich postupd, které zahrnuji jednu nebo vice z
téchto vyrobnich fazi:

1. difuze;

2. priprava CipU;



3. montaz;

4, zdavéreCné operace a konecnd elektrickd méreni;

5. tridéni (je-li vhodné).

POZNAMKA - Do téchto fazi nejsou zahrnuty postupy stanoveni jakosti.
1. Difuze

Tato faze je souborem vyrobnich operaci od pocatecniho stadia vyroby do posledni etapy pred
délenim cipl.

2. Priprava Cipd

Tato faze je souborem vyrobnich operaci, pfi kterych se deska déli do ¢ipQ. Pro Ucely této normy se
tato faze podle potreby vyrobce mize zaclenit bud do difuze nebo do montaze.

3. Montéaz

Tato faze je souborem vyrobnich operaci zahrnujicich upevnéni Cipu, vnitini propojovani a
zapouzdreni.

4. ZaverecCné operace a konecna elektricka méreni
Tato faze je kone¢nym souborem vyrobnich operaci pred uvolnénim davky a zahrnuje napfriklad:

konec¢né Gpravy vyvod{ véetné pripadného pokoveni,

povrchovou Upravu,

znaceni,

konec¢na elektrickd méreni.

5. Tridéni (je-li vhodné)
Tato faze mlze byt ¢asti montaznich nebo zavérecnych operaci. Tridéni je definovano v ¢lanku 8.
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2.4.2 Vyrobni davka

Vyrobni davka sestava ze souCastek stejného typu, vyrobenych na téze vyrobni lince stejnym
postupem normalné béhem jednoho tydne.

2.4.3 Zmény ve vyrobnich operacich
1. Definice zavaznych zmén

Jakékoliv zména vyrobniho postupu nebo technologie, kterd mlze ovlivnit jakost nebo funkci vyrobku



dodavaného podle schvalené specifikace nebo kterda mdze zpUsobit, Ze vyrobek musi byt prerazen z
jedné skupiny strukturalné podobnych vyrobkd do jiné (nové nebo existujici) skupiny (viz ¢lanek 6)
predstavuje zmeénu, ktera se povazuje za zavaznou. Do odpovédnosti hlavniho inspektora patri
rozhodnuti, zda zmeéna je zavazna nebo ne. Nékteré priklady zmén jsou uvedeny v polozce 3.

2. Postup pfi zavazné zméné

Kazda zdvazna zména se mlze realizovat az po ozndmeni Narodnimu dohlizecimu inspektoratu spolu
s dikazem o dodrzeni jakosti na zakladé prlikaznych zkousek.

3. Priklady zavaznych zmén
a) Pripevnéni Cipu
- prechod z pripajeni eutektickou pajkou na pfilepeni epoxidovou pryskyfici.

Za zavaznou zménu se nepovazuje: zmeéna zarfizeni bez zmény technologie, nebo pouZiti predlisku
misto zlaceni ploch uréenych k pajeni.

b) Pasivace krystalu Zmeéna:

- z nitridu kfemiku na oxid kfemiku,

- sledu pasivacnich vrstev.

Za zavaznou zménu se nepovazuje: zména zpUsobu nandaseni pasivacnich vrstev.
c) Material pouzdra Zména:

- z keramiky na plast,

- z plastu A na plast B.

d) Pokoveni

Prechod z pokoveni zlatem na pokoveni hlinikem.

e) Rozmér nebo provedeni Cipu

- zavedeni ochrannych prstencd anebo bariérovych vrstev.

f) Vnitfni propojovani Prechod:

- z pajeni termokompresi na pajeni ultrazvukem,

- ze zlatého na hlinikovy drat.

g) Funk¢ni ovérovani pfi kontrole jakosti

- jakékoliv omezeni sledu zkouSek ve zkusSebnich programech.
3 Subdodavky

Jestlize schvaleny vyrobce pouzije Jednaci rad, ¢lanek 11. 1. 2 IECQ 001002, ktery se tyka
subdodavek, musi zabezpecit, ze budou splnény tyto podminky:



- vyrobnim postupem upravenym vedlejsi smlouvou mize byt bud difuze nebo montéaz véetné
tridicich sledd, které jsou do ni zaclenény. Nezavisle upravit vedlejsi smlouvou je rovnéz mozno tridici
sledy zarazené po montazi. Zavérecné postupy je mozno upravit vedlejSi smlouvou pouze spole¢né s
Uplnym montaznim postupem mimo operaci pokovovani vyvod(, kterou je mozno upravit vedle;jsi
smlouvou oddeélené (viz Clanek 2. 4. 1).

Narodni dohlizeci inspektorat (NDI) musi mit doklady, ze hlavni inspektor, ktery certifikuje souc¢astky v
systému IECQ:

- ma K dispozici veSkerou dokumentaci pro kontrolu a hodnoceni jakosti od vSech operaci
provadénych mimo Uzemni oblasti IECQ. Tato dokumentace musi obsahovat zdznamy o kontrolach
provedenych na kazdém vybéru vyrobkd, které podléhaji kontrole;

- pravidelné ovéruje, ze kontrola a hodnoceni jakosti probiha podle schvalenych poZadavkd.

Hlavni inspektor musi obdrzet a schvalit postupy pro prevoz dilll z mista vyroby k vyrobci v Gzemni
oblasti IECQ, ktery soucastky certifikuje. NDI musi byt informovan a mit pristup k prislusné
dokumentaci.
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VSechny zmény kontrolnich pozadavkd a vyrobnich postupd musi byt oznameny hlavnimu
inspektorovi, ktery certifikuje soucasky. Zavazné zmény musi inspektor oznamit NDI (viz ¢lanek 2. 4.
3).

Schvéleny vyrobce musi provadét prejimaci zkousky predepsané v predmétové specifikaci soucastky,
kterou certifikuje. Prejimaci zkousky mlze provadét v organizaci mimo Uzemni oblast IECQ za

predpokladu, ze NDI na tuto organizaci dohlizi. Pfejimaci zkousky je mozZno zadat vedlejsi smlouvou
schvéalenym zkuSebnam v Uzemni oblasti IECQ.

4  Pocatecni stadium vyroby
Pro Ucely této dil¢i normy je toto stadium definovano takto:
4.1 Bipolarni soucastky

Prvni operace, pfi které méni monokrystalicky polovodi¢ovy material sv{j dosavadni typ vodivosti,
ktery byl zcela typu P nebo N.

4.2 Unipolarni soucastky (napf. MOS, soucastky fizené polem) Prvni oxidace substratu nebo
depozice na substrat.

5 Postupy pfi stanoveni jakosti
5.1 Postup pfi kvalifikacnim schvalovani

Normalné se musi pouzit metoda (b) podle clanku 11. 3. 1 Jednaciho fadu IEC QC 001002, s
vybérovymi postupy odpovidajicimi poZzadavkim uvedenym v tabulkach VIl a VIII této normy.



Nicméné je dovoleno pouzit metody (a) podle ¢lanku 11. 3. 1 Jednaciho fadu IEC QC 001002, za
predpokladu, Ze vybérové postupy, které se maji pouzit, jsou stanoveny v prislusné vzorové
predmeétové specifikaci.

5. 1. 1 Kontrolni davka
Kontrolni davka je definovana v ¢lanku 12. 2 IEC QC 001002.

Navic davky, z nichZ jsou vybéry pouzité pro zkousky ve skupinach A, B a C se musi skladat z vyrobkd
z téze vyrobni linky (viz Clanek 2. 4. 1 a 6. 2. 1) za téchto podminek:

- Skupiny A a B: jedna kontrolni davka obsahuje soucastky vyrobené béhem jednoho mésice nebo
Ctyr po sobé jdoucich tydn(, jak vyplyva z vyznacenych kddd vyrobniho data.

- Skupina C: vybéry z vyroby predlozené k periodickym zkouskam musi byt vyrobeny béhem tri
mésicl, coz vyplyva ze tfi po sobé jdoucich mési¢nich kédd vyrobniho data nebo tfinacti po sobé
jdoucich tydennich kédl vyrobniho data.

- Skupina D: vybéry z vyroby predlozené k periodickym zkouSkdm musi byt vyrobeny béhem dvanacti
mésicl, coz vyplyva z dvanacti po sobé jdoucich mési¢nich kédl vyrobniho data nebo 52 po sobé
jdoucich tydennich kédl vyrobniho data.

5.2 Postupy pfi schvalovani zplsobilosti

Viz ¢lanek 3. 10 druhého vydani IEC 747-10: 1991.

6 Postupy pfi sdruzovani (soucastky s podobnou strukturou)

6. 1 VSeobecnd pravidla

6.1.1 Ucel

Postupy pfi sdruzovani jsou ur¢eny k tomu, aby umoznily snizit pocet kontrolnich davek, které se maiji
zkouset.

6. 1.2 Principy

Zkousku vhodnou pro skupinu typl soucastek je mozno provést na jednom z typu ze skupiny, a
ziskané vysledky povazovat za reprezentativni pro vSechny typy, jestlize jsou spinéna obecna i dilci
kritéria pro sdruzovani popsana v tomto ¢lanku a vhodnda pro danou zkousku (viz tabulku I). Definice
téchto kritérii musi
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byt zaloZena na principu, Ze shoda a spolehlivost ovérena na reprezentativnim typu dava
prinejmensim stejna zajisténi shody a spolehlivosti pro sdruzené typy.

Sdruzovaci postupy se nesméji pouzit pro elektrické a vizualni zkousky skupiny A.

6.1.3 Podminky pro pouziti



1. ZkouSky a meéreni specifikované v urcité posloupnosti
Sdruzovaci postupy popsané v tomto ¢lanku plati pro kazdou zkousku jednotlivé.
Je-li nékolik zkouSek zadano v urcitém sledu, je pfi pouziti sdruzovacich postupl nutno vychazet

z této zasady;

vvvvvv

vvvvvv

teploty".
2. PoufZiti pro postupy pfi stanoveni jakosti

Pouziti sdruzovaciho postupu je specifické pro uvazovany postup stanoveni jakosti a podrobné
podminky postupu jsou uvedeny v ¢lanku 7.

6. 1.4 Obecnd kritéria pro sdruzovani

1. Typ, zvoleny jako reprezentant skupiny typd pro danou zkousku, se mlze ¢as od ¢asu ménit v
zavislosti na typech vyrabénych v tom obdobi.

2. Pro vSechny typy pfislusné skupiny se pfipousti stejna zrychlovaci zkouska.
3. Jestlize stale existuji vyznacné rozdily v parametrech, tfebaze byla spinéna zvlastni kritéria pro
sdruzovani do skupiny, musi byt zvolenym typem pro prislusnou zkousku nekriti¢téjsi soucastka, u niz

je pro tuto zkousku nejvétsi riziko poruchy.

4. Jestlize se projevi porucha u typu soucastky, vSechny soucdstky sdruzené s timto
reprezentativnim typem se povazuji za postizené touto poruchou.

5. Jestlize se soucastky podrobi tfidéni podle ¢lanku 8 a jestlize se na stejné vyrobni lince pouziva
nékolik tridicich sledd, mohou se obvody sdruZovat pouze tehdy, jsou-li tfidény podle stejného
tridiciho sledu.

6. 2 Kritéria pro sdruzovani, zavisla na zkouskach

Kritéria pro sdruzovani, zavisla na zkouskach, pouzitelnd pro skupinu B a periodické zkousky, jsou
uvedena v tabulce I. V ¢lancich 6. 2. 1 az 6. 2. 18 je upresnén vyklad téchto kritérii.

Priklad pro pouziti tabulky I:

V podskupiné C3 se pozaduje provedeni zkousky pevnosti vyvodd.
U této zkousky plati pro sdruzovani tyto pozadavky (viz tabulku I):
Clanek 6. 2. 1 - Montazni linka

Clanek 6. 2. 3 - Rodina pouzdra

¢lanek 6. 2. 5 - Zplsoby zapouzdreni



¢lanek 6. 2. 6 - Material vnéjsich vyvodU
Clanek 6. 2. 7 - Kone¢né operace

Soucdastky, které vyhovi vsem pozadavkdm téchto ¢lankd, se povazuji za sdruzené pro zkousku
"Pevnost vyvodd".

6.2.1 Vyrobni linky

Soucastky musi byt vyrobeny na téze

- difuzni lince;

- a/nebo montazni lince; (viz ¢lanek 2. 4. 1).

6. 2.2 Nakres a rozméry pouzdra

Ndakres a rozméry pouzdra, uvedené v predmétové specifikaci, musi byt stejné.
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Tabulka | - Kritéria pro sdruzovani, zavisla na zkouskach



Knitéria

pouzdra (6.2.2)

% |Rodina pouzdra (6.2.3)
(6.2.11)
Pomér ploch &ipt (6.2.12)

Difuznf linka (6.2.1)

s e

a rozmery
pevnéni ipu

Zkousky

Materidl voitf. spojil, dritové spojovéni (6.2.10)
Funkénf a elektrick4 kritéria (6.2.17)

Ztrdtovy vikon (6.2.18)

Provom{ napdjeci napéd (6.2.15)
Rozsah provoznich teplot (6.2.16)

Postup vyroby &ipu (6.2.13)

Znateni (6.2.8)
Podet vivodil (6.2.9)
Hustota (6.2,14)

Phi

* {Materidl vnéjgich vyvodii (6.2.6)

X | ZévErelnd operace (6.2.7)

X | N&E

Rozméry, hmomost

x | » | Zpiisob zapouzdienf (6.2.5)

x

Ponofent do éisticich rozpustidel

x | x| x |Materidl pouzdra (6.2.4)

Solnd miha
P4jitelnost

x

Pevnost vivodi

Hermetiénost

| XK
XX x| X ™

Vlhké teplo (pouzdra s dutinou)
Udery — vibrace — zrychleni

Odolnost proti tepu pfi péjeni

Rychlé stiidanf teplot
Vlhkeé teplo (v pouzder bez dutin)

KX ®| X
KX X | X

Skladovini
Provozni stvanlivost

X x| x| x| %] x|'¢| X|X]|XxX]X]| x| X[Montiini linka (5.2.1)

XX XX X | XXX X]| X
XIX| XX ¥ X
WA XIH] XX X | X XX
KIX| XX x| | X| X| X| ] x
XIX| X x| X| X
X|®| XX ®| X

XX ¥| X
X xEX| %

Owéfovanf korelacf (je-li vhodné)

Dopliikové dynamické vlastnost pfi 25 °C
a pfi extr. teplotich

X
®
X
®
»

Doplikové funkénd a statické vlastnostr
pHi 25 °C a pfi extrémnich teplotach

Specidlni elektrickd zkouska Xix X|x|x

POZNAMKA — Kff#ek v tabulce znamens, 2 kritérium je pro pisluénou zkouiku zivazné.

6. 2.3 Rodina pouzdra
(Definice normalizovanych tvar( jsou v IEC 191-4).

Aby mohly byt obvody posuzovany jako sdruzené z hlediska rodiny pouzder, musi byt namontovany
do pouzder vyhovujicich témto kritériim:

- tataz technologicka podrodina pouzdra,

- stejny tvar a jmenovity prirez vyvodd,



- pouzdro musi mit stejny jednotny tvar, stejné jmenovité rozméry a stejny pocet pozic vyvodd.
6. 2.4 Materiadl pouzdra Material pouzdra musi byt tentyz.
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6.2.5 Zplsoby zapouzdreni

ZpUsob utésnéni pouzdra u pouzder s dutinou, nebo materialy a zplsoby pouzité u pouzder bez dutin,
musi byt stejné.

6.2.6 Material vngjsich vyvodd
Material pouzity pro vnéjsi vyvody, vCetné povrchové Upravy, musi byt stejny (viz také Clanek 6. 2. 7).
6.2.7 Konelné operace

AZ na zplsoby znaceni (viz ¢lanek 6. 2. 8) a konec¢na elektricka méreni (viz ¢lanek 2. 4. 1. 4), musi byt
konecné operace, provadéné na hotovych soucastkach, stejné.

6.2.8 Zplsoby znaceni
ZpUsoby znaceni a povrchové Gpravy pouzdra musi byt stejné.
6.2.9 Pocet vyvodl

Jednu skupinu soucastek je mozno vytvofit za predpokladu, Ze rozdil mezi maximalnim a minimalnim
poctem vyvodl soucastek v dané skupiné bude:

- U pouzder s maximalnim poctem vyvodd < 24: rozdil < 4;
- U pouzder s maximalnim po¢tem vyvod( > 24: rozdil < 8.
6.2.10 Materidl vnitfnich spojd a zplsob kontaktovani

Material vnitrnich spojd a jejich jmenovity prirez musi byt stejné. Rovnéz tak musi byt stejné
materialy a zplsoby kontaktovani.

6.2.11 Prfipojeni Cipu

ZpUsoby a materidly pouzité pro pripojeni ¢ipu musi byt stejné.

6.2.12 Pomér ploch Cipu

Pomeér nejvétsi k nejmensi plose Cipu v jednotlivych skupinach soucastek nesmi prekrocit 2.
6.2.13 Postup pfi vyrobé Cipu

Cip musi byt zhotoven stejnym vyrobnim postupem, tj.:

- zakladni technologie a zakladni postup jsou stejné (napf. Schottky, N MOS, C MOS a pod. ),



druh pasivace je stejny,

pravidla pro navrhovani a konstruk¢ni Udaje jsou stejné,

bunky pro vykonavani zakladni funkce jsou stejné,

[*] .7 e . 7
zpusob a material pokoveni jsou stejné,

material a vlastnosti substratu jsou stejné.
6. 2. 14 Hustota

Hustota soucastky je pomér mezi po¢tem prvkl a plochou ¢ipu, dany vzorcem:

Dem pocet pl:':l'kll
plocha &ipu

Definice prvku neni dllezitd za predpokladu, Ze ve skupiné strukturalné podobnych typd soucastek
plati pfi pouziti pravidel pro sdruzovani stejna definice.

6.2.15 Provozni napajeci napéti

Provozni napajeci napéti, stanovena v rodinové nebo v predmétové specifikaci, musi byt stejna.
6.2.16 Rozsah provoznich teplot

Provozni teploty, stanovené v rodinové nebo v pfedmétové specifikaci, musi byt stejné.

6.2.17 Funk<ni a elektricka kritéria

Tato kritéria predpokladaji, ze budou splnéna obé nasledujici hlediska:

1. Pri seskupovani soucastek s podobnou strukturou musi byt vsechny typy specifikovany podle
stejné vzorové predmétové specifikace a stejné rodinové specifikace (pokud je to vhodné).

2. Pokud je to vhodné, specificka funkéni nebo elektricka kritéria plati pro reprezentativni typ a typy
sdruzené, pozadované ve vzorové predmétové specifikaci nebo v rodinové specifikaci.
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6. 2. 18 Ztratovy vykon

Vv

mensi nez 1, 2. Nicméné tento pomér se mlze zvétsit za predpokladu, Zze vzestup teploty prechodu
neni vétsi nez

5°C.



7 Skupiny a podskupiny

Skupiny musi byt v souladu s touto tabulkou:

Skupina Kategorie 1 Kategorie [T Kategorie II1
A x X X
B X } pozn. 1 X X
C x ' X X
D } pozn. 2 X X
Ttidéni X

Parametry, které maji byt zahrnuty v podskupindch, jsou stanoveny ve vzorovych pfedmétovych
specifikacich a vyznaleny jako zdvazné v kapitole Ill "Mezni a charakteristické hodnoty" pfislusné

casti IEC 748.

POZNAMKY

1 Provadeéji se rocné, kromé pajitelnosti (kazdé trfi mésice).

2 Vzorek, ktery se podrobi zkouskam v téchto skupinach, musi predtim projit kontrolami skupiny A a

B.
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Tabulka Il - Skupina A: Zkousky na kazdé davce

IPodskupina  |[Kontrola nebo zkougka |IPodminky zkougky
vive g IEC 747- 10/QC 700000,
Al Vnéjsi vizualni kontrola dlanek 4.2, 1. 1
|A2 ||OvéFen|' funkce pfi 25 °C, pokud neni stanoveno jinak | ,
= = — ———— |Jak je to stanoveno v
A23 (nepIaFl p/rolkategorull) Provgrer.n funkc,e pri minimalni pfedmétové specifikaci
a maximalni provozni teploté (viz poznamku 3)
|A3 ||Statistické parametry pri 25 °C ||Viz prislusnou IEC
Statistické parametry pfi minimalni a maximalni
A3a , v o[ L
provozni teploté (viz poznamku 3)
Dynamické parametry pfi 25 °C, pokud neni
Ad , vy
stanoveno jinak Viz pfislusnou IEC !
(neplati pro kategorii I) Dynamické parametry pfi
Ada minimalni a maximalni provozni teploté (viz poznamku
3)
POZNAMKA 3 - Vyrobce miiZze pouzit vysledkd zkousek pfi 25 °C, jestlize mlzZe na zékladé vysledkd
periodickych zkouSek (viz pozndmku 4) prokdazat korelaci s vysledky pfi extrémnich teplotach (viz
Clanek 12. 5).

Tabulka Ill - Skupina B: ZkousSky na kazdé davce




(pro kategorii | viz kmenovou normu, ¢lanek 2. 6)

|Podskupina||KontroIa nebo zkouska ||IEC publikace ||Podrobnosti a podminky
B1 Rozméry ;47-10, 4. 2.2 apriloha
B2c gggrzigl elektrickych meznich Viz pfisluénou publikaci EE/ZT]?JVW, pokud pripada v
B4 |[P4jitelnost 1749, 11, 2. 1 |[Stanovit
Rychla zména teploty:
a) Soucastky s dutinou
Rychla zména teploty
nasledovana:
- elektrickymi zkouSkami 749,11, 1. 1 Viz 10 cyklé
- hermeticnosti, zjisténi podskupinu A2 a A3 749, Jako v A2 a A3 (poznamka 4)
jemné netésnosti, a ll, 7. 3 nebo 7. 4 68-2-17 .
Y A . v Stanovit
B5 - hgrmetlgnostl, zjisteni hrubé||zkouska Qc Stanovit
netesnosti 749,111, 1.1 747-10, 4. 2. 10 cykl
b) Soucastky bez dutin 1. 1749, lll, 5B* Viz Stupen pii .
. e . upen prisnosti 1, 24 h Jako
a s dutino utésnénou podskupinu v A2 a A3 (poznamka 4)
epoxidem Rychla zména A2 a A3
teploty nasledovana:
- vnéjsi vizualni kontrolou
- vlhkym teplem konstantnim
- elektrickymi zkouSkami
168 h, podminky podle
Clanku
B8 Elektricka trvanlivost Viz pfislusnou publikaci ||12. 3 a kde je to vhodné
clanku
12. 4 této normy
Informace na zakladé
CRRL Potvrzené zpravy o srovnani podle pozadavkd
uvolnénych davkach vzorové predmétové
specifikace.
*V/ budoucnu bude nahrazena zkouskou "VIhké teplo, velmi zrychlené", bude-li schvalena
POZNAMKA 4 - Vzorovéa piredmétova specifikace mlze povolit snizeni poctu zkoudek v A3.
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Tabulka IV - Skupina C: Periodické zkousky

Podskupina”KontroIa nebo zkouska ||IEC publikace ||Podrobnosti a podminky
y 747-10,4.2.2 a
Cl Rozmery ofiloha B
C2a EIektrlvcke pgrametry pri Viz p_rlslgsnou Stanovit
teplote okoli publikaci




Elektrické parametry pfi
maximalni

Viz prislusnou

Stanovit, napr. méreni pfi

C2b a minimalni provozni teploté |[publikaci meznich hodnotach
(poznamka 5)
Prove/rem elektrickych o w Stanovit: pro soucastky citlivé
meznich hodnot Viz prislusnou RN
C2c y Y L oo na elektrostaticky naboj (viz IEC
Mezni hodnota prfechodové publikaci
. p 747-1) Al
energie (poznamka 6)
C3 Pevnost vyvod{ 749,11, 1 Stanovllt, kdevJe to pro pouzdro ,
vhodné, napr. tah nebo krouceni
C4 ||Odo|nost proti teplu pfi pajeni ||749, I, 2.2 ||Stanovit
Rychld zména teploty
(pozndmka 6)
a) Soucdstky s dutinou
Rychla zména teploty
nasledovéana: .
- elektrickymi zkouskami 749, 1ll, 1 1 Viz 10 cykld
Ly P, . ||[podskupinu A2 a A3
- hermeticnosti, zjisténi jemné Jako v A2 a A3
N . 749, 1ll, 7. 3 nebo 7. 4 ,
netesnosti, a v Stanovit
oy , vey s , |68-2-17 zkouska Qc .
C5 - hermeticnosti, zjisténi hrubé Stanovit
- . 749, 111, 1. 1 747-10, o
netésnosti 4.2 11749 Il 5B* 500 cyklu
b) Soucdstky bez dutin P s Stupen prisnosti 1, 24 h Jako v
: vy Viz podskupinu A2 a
a s dutinou utésnénou A2 a A3
) , N A3
epoxidem Rychla zména
teploty nasledovana:
- vnéjsi vizudini kontrolou
- vlhkym teplem konstantnim
- elektrickymi zkouskami
Konstantni zrychleni
C6 (pro soucastky s dutinou) 749,11, 5 Stanovit
(poznamka 6)
Stupen prisnosti: 56 dnd pro
VIhké teplo konstantni kategorie Il a lll, 21 dnl
- pozdra s dutinou (poznamka pro kategorii I.
6) 749, 1ll, 5A 749, lll, 5B ||Stupen prisnosti 3 pro kat. Il
c7 - pouzdra bez dutiny Viz podskupinu A2 a |la Ill, stupen pfisnosti 2 pro
a s dutinou utésnénou A3 kat. |
epoxidem Polarizace: jak je stanovena
Elektrické zkousky v predmétové specifikaci
Jako v A2 a A3 (poznamka 7)
Viz pisluénou Trvani 1000 h, podminky podle
C8 Elektrickd trvanlivost prisiv ¢lanku 12. 3 a, kde je to vhodné,
publikaci v\ .
clanku 12. 4 této normy.
|C9 ||Sk|adovén|’ pri vysoké teploté |749, , 2 ||1000 h, teplotu stanovit
|C11 ||Trvan|ivost znaceni ||749, v, 2 ||Metoda 1
Potvrzeni zordvy o uvolnénvch Informace na zdkladé srovnani
CRRL pravy y podle pozadavk{ vzorové

davkach

predmétové specifikace.




*\ budoucnu bude nahrazena zkouskou "VIhké teplo, velmi zrychlené", bude-li schvalena
POZNAMKY

5 Pokud je vhodné periodické provérovani korelace (viz podskup. A2a, A3a, Ada), musi byt
provadeéno v podskupiné C2b.

6 Po trech po sobé jdoucich UspéSnych zkouskach je mozno snizit periodi¢nost na jednou rocné.
7 Vzorova predmétova specifikace mdze povolit snizeni poctu zkousek v A3.
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Tabulka V - Skupina D

Podskupina||KontroIa nebo zkouska ||IEC publikace”Podrobnosti a podminky
Kategorie I: neni vhodna Kategorie 1I: 2000 h
D8 Elektricka trvanlivost Kategorie Ill: 3000 h Podminky: viz Clanek
(poznamka 8) 12. 3 a, kde je to vhodné, Clanek 12. 4 této
normy

POZNAMKA 8 - Zkousky skupiny D se provadéji, jsou-li pfedepsény v pfedmétové specifikaci, a to
bezprostrfedné po kvalifikaCnim schvaleni a pak kazdy rok.

8 Tridéni
Je-li v predmétové specifikaci nebo jinde predepsano trideéni, vztahuje se na vSechny soucastky

vyrobni davky v souladu s tabulkou VI.

Normalné se tfidéni provadi pred kontrolami skupin A, B a C. Jestlize se tfidéni uskutecni az po splnéni
pozadavkl skupin A a B na zakladé zkousek na kazdé davce a skupiny C provadénych periodicky,
musi se opakovat zkouska pajitelnosti, hermeticnosti a zkousky skupiny A (viz také ¢lanek 6. 1. 4.5
této dil¢i normy). Mohou se vyZzadovat doplhkové zkousky po tridéni, jestlize to stanovi vzorova
predmétova specifikace.

Sledy pfi tfidéni musi byt v souladu s tabulkou VI.

Tabulka VI - Tridéni

Sledy
Kroky||Kontrola nebo zkouska IEC publikace Podrobnosti a podminky
Alle][p]
[1*  |lVnitfni vizualni kontrola  |748-11-1 |[PFipravuje se XL
Stabilizace pri vysoké Trvani a teplota podle pozadavkd
2 . - y y . e X|[X
teploté predmétové specifikace L
3 |[Rychld zména teploty 749,111, 1. 1 Podle pozadavku predmétove X||x

specifikace

V nejkriti¢téjsSim sméru. Velikost
4* Konstantni zrychleni 749,11, 5 zrychleni podle pozadavkl predmétové
specifikace

>




749, 111, 7. 3 nebo , NEN

5¢ ||Hermeti¢nost 7.4a68217 | heoge ol nebo 7.4 a ponimetoda iy iy
zkouska Qc y L
|6 |EIektrické méreni || | |DDD
4w sy vy Jsou-li pozadovana v pfedmétové BRE

6A EIektvrlck,a meren (pred Viz p_r|_slus.nou specifikaci. Vybrané parametry X

zahorovanim) specifikaci A : .
(mérenim). Odstranit vadné. HEE
4w oy ey Jsou-li pozadovana v pfedmétové

6B EIektvrlckla meren (pred Viz p_n_sluslnou specifikaci. Vybrané parametry X|[X

zahorovanim) specifikaci L2 ) .
(srovnavanim). Odstranit vadne. HEE
Elektrickd méfeni Viz bisluEnou Jak jsou stanovena v predmétové
6C ||(konecna méreni po prisius specifikaci. Odstranti vadné,
1 specifikaci .
zkouskach) (poznamka 9) HEE
14
pokracovani
CSN IEC 748-11
Tabulka VI (konec)
i Sled
Kroky Kontr:ola nebo IEC publikace Podropnostl a | y |
zkouska podminky |A |||3 ||D |
Jak jsou stanoveny v
predmétové
Viz prislusnou specifikaci.

7 Zahorovani specifikaci nebo jak je ||Pocet hodin: X X X
stanoveno v pokud neni ve vzorové |[[240 168 168
predmétové specifikaci ||predmétové

specifikaci stanoveno
jinak
R TIY, vy Jako jsou stanoveny v ||X X
8 EIektrlckva meren Viz p_r|lslus'nou 6A nebo 6B. Odstranit |pozn. |pozn. |[x
po zahorovani specifikaci vadné 9 9

* Nevhodné pro soucastky bez dutiny, pokud neni stanoveno jinak v predmeétové specifikaci (dalsi

zkousky se pripravuji).

POZNAMKA 9 - Zamitnout davku, je-li vadnych soucastek vice jak 5 % u monolitickych integrovanych

obvodi a 10 % u integrovanych obvod( s vice Cipy. V predmétové specifikaci miZe byt pro

zamitnuti davky stanoveno mensi procento.

9 Pozadavky na vybéry

V tabulkdch VIl a VIII jsou uvedeny pozadavky na vybéry pro vzorové predmétové specifikace.

Tabulka VII - Vybérové pozadavky pro zkousky skupiny A




ILTPD (poznédmka 10)  [IAQL |
podskupinal |l IKat. | Kat. 1i |Kat. Il |
at. at. at. { { {
I,<ontrc3In| AQL I,<ontrovln| AQL I,<ontrovln| AQL
droven aroven droven
Al 0, 65 0, 65
A2 5 5 1,00, 0,1 0,1
ﬁga ; %0 0,77 0,77 :lll (1)565 Iniminl! (1) (1)5 iin (1) (1)5
A33 20 1,0077 1,0077 S4 S4 2.5 S4 54 54 1.0 S4 54 54 1.0
Ad 2,5 1,0 1,0
Ada 1,5 1,5
POZNAMKA 10 - Maximalni pfipustné procento vadnych s maximalnim pfipustnym poctem vadnych
rovnym 4.

Tabulka VIII - Vybérové pozadavky pro zkousky skupin B, C a D, ve kterych se pouzije LTPD

|LTPD (poznamka 10) |
i |Kategorie [ |
Podskupina , —
Kategorie | a ll |Sled trideni |
A |
1 E T R
a 2o o Joo Joo |
IB2a C2a 115 115 115 115 |
IB2b C2b 115 115 115 115 |
IB2c C2c 115 115 115 115 |
= E B 5 55
B4 C4 110 110 110 110 |
IB5 C5 110 110 110 110 |
o E o oo Joo |
& E T R
B8 C8, D8 110 IE 17 110 |
co E | A
Ic11 1120 1120 120 1120 |
POZNAMKA 10 - MaximalIni pfipustné procento vadnych s maximalnim pfipustnym poctem vadnych
rovnym 4.
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10 Identifikace vyvod{

Vychozi norma - IEC 747-1, kapitola VI, Clanek 8.




11  Doplnkova informace
Pripravuje se.
12 ZkuSebni a méfici postupy

Nasledujici ¢lanky uvadéji rizné zkusebni a mérici postupy nutné pro spinéni pozadavk
predmeétovych specifikaci IEC.

Ke zkouSkam zde uvedenym se jako vysledek probihajicich praci v IEC objevi nové nebo zlepSené
meéfrici a zkuSebni postupy.

Do oficidlniho vydani v publikacich IEC je mozno se na metody, které prosly schvalovacim fizenim a
byly schvaleny, odvolavat v pfedmétovych specifikacich odkazem na dokument se zpravou o
hlasovani.

Ostatni zkuSebni a méfici postupy musi byt pIné popsany v predmétové specifikaci.

12.1 Elektrické méfici metody IEC 748-2 pro Cislicové obvody, IEC 748-3 pro analogové obvody, IEC
748-4 pro obvody interfejs,

nebo v budoucnosti kapitola IV pfislusné publikace.

12. 2 Mechanické a klimatické zkusebni metody IEC 749 a/nebo IEC 68.

12.3 Zkousky elektrické trvanlivosti

VSeobecné pozadavky jsou uvedeny v IEC 748-1, kapitola VIII, oddil treti.

Zvlastni pozadavky jsou uvedeny v pfislusnych IEC: 748-2, 748-3 nebo 748-4, kapitola V, ¢lanek 2.
Podminky, za kterych se zkousky trvanlivosti provadéji, se stanovi takto:

Volba ztratového vykonu, provozni teploty a napajeciho napéti se musi provést v tomto poradi:

a) ztratovy vykon obvodu musi mit maximalni hodnotu povolenou predmétovou specifikaci;

b) teplota okoli nebo referen¢niho bodu musi mit maximalni hodnotu povolenou predmétovou
specifikaci pfi ztratovém vykonu podle bodu a);

¢) napajeci napéti musi mit maximaini hodnotu povolenou predmétovou specifikaci, pokud nejsou
omezena pozadavky podle bodu a) nebo b).

Podminky zkousky a pozadavky musi byt uvedeny v predmétové specifikaci.

Doba trvani zkousSek trvanlivosti musi byt:

u skupiny B 168 h;

u skupiny C: 1000 h;

u skupiny D, kategorie 1I: 2 000 h;

u skupiny D, kategorie Ill: 3 000 h.



Délka zkousky trvanlivosti uvedena pro skupinu D je kumulovana doba zkousky trvanlivosti pro
skupiny C a D.

Kromé zkousky ve skupiné D se tyto zkousky povazuji za nedestruktivni.
12.4 Zrychlené zkousky
Zrychlené zkousky jsou zaclenény do druhého vydani IEC 747-10/QC 700000: 1991.
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12. 5 Korela¢ni méreni

12.5.1  Ucel

Méreni statickych a dynamickych parametrl udavanych pfi extrémnich teplotach se mohou provadét i
pfi jinych teplotach (napr. pokojové teploté), jestlize se da prokazat, Zze vysledky zkousek, ziskané pfi
rlznych podminkach, jsou v korelaci. Metody mohou byt také vhodné pro dalsi podminky, napfr. rlizné

zatézovaci obvody pro dynamické parametry. Stupen korelace je mozno stanovit a prokazat
statistickymi metodami.

Rovnéz mize byt mozné urcit korelaci na zakladé dikladné znalosti pouzitych technologii a
parametrd, které maji vliv na prislusné vlastnosti a interpretaci shromazdénych udaju.

12.5.2 Pozadavky
KorelaCni méreni je mozno povolit za predpokladu, ze jsou splnény tyto podminky:

- v prislusné kmenové, duci normé, rodinové nebo vzorové predmétové specifikaci jsou vyslovné
povolena a je stanoven pozadovany stupen korelace;

- korelace se ovéruje nejprve pfi kvalifikacnim schvaleni a pak periodicky.
12.5.3 Metody

PouZzivaji se dvé metody:

- Metoda |, kterd je zaloZena na méreni parametr{ a statistickych vypoctech;
- Metoda ll, ktera je empiricka.

12. 5. 3. 1 Metoda |

Kazdy parametr se zméri pri dvou rozdilnych podminkach a pomoci dvou soubor( hodnot (xi, yi) se
vypocita korelacni Cinitel nasledovné:

stfedni hodnoty:



- 13 — 1z
x=—2 % y=-Ly
n #iay

smeérodatné odchylky:

g = 1
* n—1
> ¥i—ny’
S=,f =
4 n—1
kovariance:

1 1
S,y=n—_-_"'i' (Exm—;ZnZy;)

korela¢ni Cinitel:

X oxp—nxy

=1

Y™

y - ‘/ fo—m?z](z yf*nfz)
¥ 58 i=1 i-1

x5y

POZNAMKA - Pro tento druh vypoctd existuje mnoho program@ pro pocitace a kalkulatory, a vzorce
jsou uvedeny

jen na vysvétleni.
Pro korelacni méreni musi byt stanovena zkusebni mez. To se da provést:
- bud vynesenim dvou soubord hodnot a zjistovanim rozdild,

- nebo nastavenim nekorelované meze pouzitim rozdilu mezi stfednimi hodnotami (x, y).

Hodnota korelacniho Cinitele se musi stanovit alespon 0, 85. Tato metoda se neda pouzit, je-li
korelacni Cinitel mensi nez stanovena hodnota.
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12. 5. 3. 2 Metoda Il



Tato metoda je zalozena na:

- hluboké znalosti technologie;

- spravném poznani vsech parametr(, které maiji vliv na funkci pfislusné soucastky;
- velkém mnozstvi Udajd shromazdénych pfi rlznych zkusebnich podminkach.

Pomoci téchto informaci je mozno stanovit pocatecni zkusebni mez pro hodnoty korelacniho méreni.
Pouzity teoreticky model musi byt na pozadani predloZzen NDI. Na zakladé ziskanych zkuSenosti se
pocatecni mez upravi tak, aby splfovala pozadavky pro ovérovani, uvedené dale.

12. 5. 4 Ovérovani korelace

Ovérovani korelace se provadi pri dvou rlznych prileZitostech:

- béhem hodnoceni kazdého typu soucastky;

- pfi periodickém ovérovani korelace (které nepresahne jeden rok).

Vzorek sestavajici ze 125 soucastek, ktery spliiuje zkusebni meze pro korelacni zkousky, musi
vyhovovat zkusebnim mezim pfi stanovenych zkusebnich podminkach (napf. podle predmétové
specifikace pfi maximalnich a minimalnich teplotach). Zjisti-li se vice jak jeden vadny vyrobek,
korelace pro pfislusny parametr neplati. Tyto zkousky se opakuji pro kazdy hodnoceny typ.

SdruZovani soucastek, platné pro zkousky trvanlivosti, se miZe pouZit i pro ovérovani korelace.
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Oddil prvni - Smérnice

1 Ucel

Tato vSeobecna vzorova predmétova specifikace (WPS) poskytuje ndvod na pripravu jednotlivych
vzorovych pfedmétovych specifikaci pro polovodicové integrované obvody v systému IECQ, zejména:

- Cislovani a obsah ¢lanku;

- odkazy na pfislusné dokumenty;
- celkovou Upravu.

2 Predmét a pouziti

Predmétem této vSeobecné vzorové predmétové specifikace je zavést normalizovanou Upravu
vzorové predmétové specifikace pro polovodiCové integrované obvody tak, aby vSechny VPS mély
jednotnou a logickou strukturu. Ta zase usnadni jejich pfipravu tim, Ze umoznuje systematickou
kontrolou ovérit, Ze kazda z nich obsahuje pro svij Ucel nutnou a dostate¢nou informaci.

V systému IECQ, vzorova predmétova specifikace kompletuje normy TC 47 pro kazdy jednotlivy typ
integrovaného obvodu. Kmenova a dil¢i norma dohromady uvadéji vSeobecné pozadavky postupu pro
stanoveni jakosti vyrobku.

Tato WPS uvadi normalizovanou Upravu pro predkladani technického obsahu a poZadavkd kontroly
shody jakosti ve vzorové predmeétové specifikaci.



Kazda vzorova predmeétova specifikace pro jednotlivy typ integrovaného obvodu se musi vytvaret s
pouzitim obsahu druhého oddilu této WPS. Nazev a Cislovani kazdého ¢lanku jsou v tomto oddilu
stanoveny. Poradi, v jakém musi byt jednotlivé ¢lanky usporadany ve vzorové predmeétové specifikaci,
ukazuje obrazek 1.

POZNAMKA - KdyZ néktery ¢lanek neni nutny, miZze byt uveden pouze jeho nézev, nebo se vypusti
aniz by doslo k precislovani dalsich ¢lankd.
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